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    新規分析法による含水有機物試料の３次元可視化の実現 

ナノからマイクロの領域における分子の存在状態を３次元で観察 

技術分野分類  ４７０１：分析化学                    

技術キーワード  K：表面分析                      
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概  要 

 

製品開発や安全性の評価において、どのような成分が機能発現に必要なの

か、有効成分がどこでどのように働くのかを理解できれば、最適な機能設計・

特性制御を目指した検討が可能になる。そこで、複雑な成分分布や経時変化を

立体的に可視化できる新しい分析手法を開発した。 

従来技術・ 

競合技術 

との比較 

（優位性） 

飛行時間型二次イオン質量分析法（TOF-SIMS）は様々な有機・無機化合

物の分布を可視化できるが、含水有機物試料の内部における対象成分の立体的

な分布状態を可視化することが困難だった。そこで、TOF-SIMS に凍結状態

を維持したまま、低損傷エッチングをすることで、含水有機物試料中における

分子の存在状態を３次元で観察することができる新規分析法を開発した。 

本技術の 

有用性 

開発した分析法により、特定の機能・物性発現の状況をより正確に理解する

ことが可能となり、効果的に製品開発を進めることができる。また、生体組織

に対して外部から与えられた特定成分が、どのように浸透し、どれだけの量が

どこまで到達するのかを、より具体的に評価することで、成分の安全性評価に

も貢献できる。 
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（図・表・写真等） 

 

  

適用可能製品 水分を含む食品、生体組織、工業材料等 
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